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Leistungsiibersicht

Analysetechnik

Material- und
Schadensanalyse




Analysen fir die Medizintechnik

Problemstellung Methoden | Verfahren

Materialiiberpriifung | Entwicklung | Qualitatssicherung

» Substanzreinheit
> Partikelanalysen

» Infrarotspektroskopie (FT-IR)
» Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC)
» Technische Sauberkeit » Thermogravimetrische Analyse (TGA)
» Emissionsverhalten » Gaschromatographie (GC)
» Bruchanalysen » Elementanalyse (REM/EDX)
» Materialermidung » Mikroskopie | Dlinnschnitte | Querschliffe
» Medientests » Schmelzindexbestimmung (MVR/MFR)
» Gelpermeationschromatographie (GPC)

Schadensanalyse an Kunststoffprodukten

Problemstellung Methoden | Verfahren

Materialfehler

» Materialverunreinigung Infrarotspektroskopie (FT-IR)
» Materialverwechslung IR-Mikroskopie
» Chemische Zusammensetzung/ Dynam. Differenz-Thermoanalyse (DSC)

Chargenschwankungen
Fillstoff-/RuBgehalt TOF-SIMS Analyse

Einschlisse/Partikel Gaschromatographie (GC-MS, TDS,
Geruch Headspace, Pyrolyse)

Ausgasung Gluhrickstand

Glasfaserorientierung Elementanalyse (REM/EDX)
Dynamisch-mechanische Analyse (DMA)

Thermogravimetrische Analyse (TGA)
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Prozessfehler

Materialschadigung
Prozessfehler/Kristallinitat/Lunker
Gefuge/Flllstoffverteilung
Bindenahtfestigkeit
Delamination

Schwindung und Verzug
Spannungen/Orientierungen
Bindenahtlage

Konstruktion
SchweiBnahtprobleme
Laserbeschriftungsprobleme

Gelpermeationschromatographie (GPC)
Viskositatszahlbestimmung (VZ)
Schmelzindexbestimmung (MVR/MFR)
Dynam. Differenz-Thermoanalyse (DSC)
Auf- und Durchlichtmikroskopie
Computertomographie (CT)
Rasterelektronenmikroskopie (REM)
Thermomechanische Analyse (TMA)
Crack Knacker

Faserlangen

YV VY VYV VYV VYV YVYY
YV VYV VYV VYVYY

Einsatzbedingte Einfliisse

> Abrieb > Infrarotspektroskopie (FT-IR)

> Brlche, Risse » Dynam. Differenz-Thermoanalyse (DSC)

> Verfarbungen/Ausblihungen/ » Auf- und Durchlichtmikroskopie
Materialveranderung » TOF-SIMS Analyse

» Bestandigkeit » Computertomographie (CT)

» Montage > UV/Vis

» Rasterelektronenmikroskopie (REM)




Schadensanalyse an beschichteten Kunststoffen

Problemstellung

Problemstellung Methoden | Verfahren

Materialfehler

Chemische Zusammensetzung
Einschliisse/Partikel in Beschichtungen

» Auf- und Durchlichtmikroskopie
» IR-Mikroskopie

» TOF-SIMS Analyse

» Elementanalyse (REM/EDX)

» Rontgenfluoreszens (RFA)

Prozessfehler
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Delamination
Schwindung/Verzug
Spannungen

Pickel, Blasen, Lécher
Schichtaufbau/Schichtdicken
Aushartung/Vernetzung
Vorbehandlung

» Mikroskopie

> REM

» chemische Entschichtung

> Eisessigtest

» TOF-SIMS Analyse

» Infrarotspektroskopie (FT-IR)

» Dynamische Differenz-Thermoanalyse
(DSC)

Einsatzbedi

ngte Einfliisse

Verfarbungen/Ausblihungen/
Materialveranderungen
Bestandigkeit

Briche, Risse

Kontamination der Oberflache

» Infrarotspektroskopie (FT-IR)
» TOF-SIMS Analyse

» Auf- und Durchlichtmikroskopie
» Elementanalyse (REM / EDX)

» Medientests

Materialidentifikation

Methoden | Verfahren

Wettbewerbsanalyse | Entwicklung | Qualitdtssicherung

> Additivanalytik

> Identifikation des Grundpolymers
» Bestimmung und Qualifizierung von
Fall- und Verstarkungsstoffen

> TOF-SIMS Analyse
> Glihrickstand

» Infrarotspektroskopie (FT-IR)
» Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC)
» Thermogravimetrische Analyse (TGA)

» Gaschromatographie
» Elementanalyse (REM/EDX)
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Material- und Schadensanalyse

Wenn ein Kunststoffteil versagt, kann dies mannigfaltige Griinde haben. Wichtig

ist flr Sie, nicht nur den Fehler zu finden, sondern auch detaillierte Angaben an

die Hand zu bekommen, um ihn zu beheben und - nicht zuletzt - in Zukunft zu
vermeiden. Unsere Leistungen umfassen daher nicht nur die klassische Ursachen-
findung im Schadensfall, sondern Sie profitieren von unserer Uber 30-jahrigen
Erfahrung in der Kunststoff- und Schadensanalytik, um Ihren Prozess wieder sicher,
effizient und profitabel zu machen. In Gber 1000 jahrlichen Auftragen widmen wir
uns:

> Fehleranalysen an Formteilen, Beschichtungen und Baugruppen
> Materialcharakterisierungen, Deformulierung von Werkstoffen, Additivanalytik
» Visualisierung von Fehlern, Schichtfolgen, Geometrien (auch zerstérungsfrei)

Hierbei greifen wir auf neueste Geratetechnik zurlick, die Ihnen in unserem akkre-
ditierten Labor zur Verfiigung steht. Vielfaltige Prifmethoden aus der klassischen
Werkstoffprifung und Oberflachen-Priftechnik runden unser Portfolio ab. Unsere
Beratung umfasst dabei auch die kompetente Auswahl der optimalen Verfahren fir
Ihr Anliegen zum besten Kosten-Nutzen-Verhaltnis. Eine groBe Zahl von Partnerla-
boren sorgt dafur, dass wir Ihnen jegliche Technik bieten kdnnen, die Ihrer Pro-
blemlésung dient. Dabei bleibt die Auftragsabwicklung stets diskret und in unserer
Hand.

Fordern Sie uns heraus!
Wir nehmen uns gerne die Zeit fiir ein

unverbindliches, personliches Gesprach.

KIMW Priif- und Analyse GmbH
KarolinenstraBe 8 | 58507 Lidenscheid
Tel.: +49 (0) 23 51.10 64-191 | Fax: +49 (0) 23 51.10 64-190
www.kunststoff-institut.de | mail@kunststoff-institut.de



